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RASTERSONDEN-MIKROSKOPIE

(SPM)

Der SPM liegt eine geregelte rasternde Be-
wegung einer spitz zulaufenden Messsonde
in unmittelbarer Nahe zur Probenoberflache
zugrunde. Die erhaltenen dreidimensiona-
len Bildinformationen umfassen Strukturen
und Rauigkeiten bis hinab zur atomaren
Skala sowie lokale Materialeigenschaften.
Wahrend die Rastertunnel-Mikroskopie
(STM) auf elektrisch leitfahige Werkstoffe
beschrankt ist, erlauben die Varianten der
Rasterkraft-Mikroskopie (AFM) auch die
Untersuchung von Isolator-Oberflachen.

I Oberflachenabbildung

Die prazise zweidimensionale Rasterbe-
wegung ermdglicht die Untersuchung der
Oberflachentopographie bis in molekulare
Dimensionen. Vertikal hochaufgeldste
Abbildungen kénnen durch eine Kontrast-
gebung aufgrund chemisch spezifischer
Wechselwirkungen zwischen Sonde und
Werkstoff erweitert werden. Damit konnen
chemische Heterogenitaten der Oberflache
analysiert werden.

I Oberflachenspektroskopie

An ausgewdhlten Positionen der Oberfla-
che lassen sich elektronische Eigenschaften
oder die Deformierbarkeit des Werkstoffs
sowie seine adhasiven Wechselwirkungen
mit der funktionalisierbaren SPM-
Messsonde ermitteln.

I Oberflachenmodifizierung

Die SPM-Spitze kann als Werkzeug im
Sub-pm-Bereich zur Positionierung von Mo-
leklen und Partikeln verwendet werden.

SPM-Techniken werden zur lokalen
Charakterisierung oder Gestaltung von
Oberflachen chemischer, biologischer und
elektronischer Werkstoffe eingesetzt:

I Hoch ortsaufgeldste Abbildung von
Polymer-, Metall- oder Keramik-
Oberflachenstrukturen und -rauigkeiten

I Bestimmung des Adhasionsverhaltens
und der Reaktivitat auf molekularer Ebene

I Untersuchung von Korrosions- oder
Wachstumsprozessen zum Beispiel in
der Elektrochemie

I Erzeugung funktionaler Strukturen in
der Nanotechnologie



